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摘要(译)

超声波诊断装置包括发送部分，该发送部分产生驱动信号以驱动探针，
以便在应力下周期性地向受试者发送超声波。接收部分在探头处接收当
超声波从对象反射时产生的回波，以产生接收的回波信号。计算部分基
于接收的回波信号确定厚度变化波形，其表示对象上的两个任意测量点
之间的距离的变化。参考波形产生部分输出参考波形。该装置通过将厚
度变化波形和参考波形相互比较来获得对象的内部信息。
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